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RESUME

Pendant les derniéres années on a suscité un fort intérét pour la
mesure de la distribution des champs dans la zone proche des ouvertures,
ainsi que pour son utilisation dans l'obtention des caractéristiques de
rayonnement et la restitution de la répartition d'amplitude et phase sur
l'ouverture méme de l'antenne.

On présente d'abord un systéme complet d'acquisition, traitement
et représentation des mesures en champ proche. On présente aussi une é&tude
des différents paramétres qui interviennent : longueur de la mesure, pas
d'échantillonnage et distance sonde ouverture, ainsi qu'une étude de l'in-
fluence produite par la sonde et les algorithmes de correction.

INTRODUCTION ET PRINCIPES

Soit S' une surface contenue dans le plan X¥. On sait [ 1 ] [ 2 ]
qu'a partir de la connaissance de la composante tangentielle du ghamp élec-
trique sur celle-ci, on peut trouver les champs & une distance r tel que
a) R > A/2m et b) r >> r' comme :
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Si on veut obtenir des diagrammes de rayonnement relativement lar-
ges, il faut tenir compte du diagramme de rayonnement de la sonde de mesure
[ 3] suivant le processus indiqué sur la figure 2. Sur la figure 3 on repré-
sente le diagramme obtenu pour un cornet pyramidal en utilisant une bouche
de guide ouverte comme sonde avec et sans correction.

SYSTEME DE MESURE EN CHAMP PROCHE

Le systéme de mesure en champ prbche représenté schématiquement sur
la figure 4 peut mesurer l'amplitude et la phase de deux composantes ortho-

gonales du champ proche de l'antenne & mesurer.
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La surface maximum d'exploration est un rectangle de 2m x 3m avec
un pas minimum de 0,36 mm. Dans tous les axes de rotation ont été incor-
porés des joints tournants pour minimiser les variations de phase et
d'amplitude ddes aux rotations mécaniques. Le récepteur utilisé, Scientific
Atlanta 1750 envoie directement l'amplitude et la phase au miniordinateur
HP 1000 & travers les couvertisseurs analogique-digital Scientific Atlanta
1833 A et 1823.

L'erreur du systéme de mesure est estimée inférieure a 0.3 dB
en amplitude et 3° en phase pour une marge dynamique de 40 dB.

PARAMETRISATION EXPERIMENTALE DU SYSTEME DE MESURE

Dans un systéme a champ proche il faut d'abord définir les para-
métres géométriques de la mesure qui sont (Figure 5) la longueur d'explo-
ration X , le pas d'échantillonnage Axe et la distance de 1l'ouverture au
plan de mesure Z,.

Pour étudier les différents paramétres on a réalisé des mesures
4 9. GHz en utilisant comme antenne & mesurer un cornet pyramidal stan-
.dard de 24 dB (20 cm x 14 cm) et comme sonde [ 4 ] une bouche de guide
ouverte (2.29 cm x 1.02 cm) (figure 6). L'utilisation du cornet permet
d'abord d'étudier des grands angles sans beaucoup d'atténuation et aussi
d'approximer le diagramme total par le diagramme obtenu & partir d'une
mesure unidimensionnelle.

a) Longueur d'exploration

La limite supérieure de cette caractéristique sera surtout condi-
tionnée par la dynamique du récepteur et aussi par la dynamique de l'en-
semble du systéme de mesure. La limite inférieure sera fonction de 1l'angle
désiré du diagramme de rayonnement. Une premiére approximation de cette
valeur (plus vraie & mesure que Z, augmente) est :

Xo - a
Oc = arctan (——ETEZ—) » (4)
o
Sur la figure 7 on voit la mesure a Zy = 16 cm et sur la figure 8 la

variation du diagramme & mesure qu'on diminue X,-

b) Pas d'échantillonnage en fonction de Zg

Le pas d'échantillonnage est fixé par le recouvrement du spectre
de la mesure L(Kx, Ky) [ 5 ]. Ce recouvrement dépend de la largeur du
spectre, largeur qui est donnée par la distance Z5 entre la sonde et 1'ou-
verture.

Sur la figure 9 on a le spectre L(Kx, Ky) pour différentes dis-
tances Z5, et on voit que pour la distance Zq = A/27 la contribution des
ondes évanescentes est encore importante ce qui nous obligera, si on veut
travailler a cette distance, a prendre un pas de l'ordre de A/4).

Le pas d'échantillonnage plus fort en fonction de l'angle maximum
du diagramme de rayonnement (pour diagrammes ol G(O) = O pour © > m) est
donné par

/2 c
8%5 ¥ Sia Bm (3)
Sur la figure 10 on voit la variation du diagramme quand AXO varie de
0.1 X Jjusqu'a 0.9 A
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CONCLUSION

On a présenté une étude des différents paramétres d'un systéme de
mesure en champ proche dont il faut tenir compte au moment de la définition
de l'ensemble. On a vu aussi l'importance de la correction de sonde dés gu'on
veut obtenir des diagrammes larges par rapport au diagramme de rayonnement
approximativement omnidirectionnel de la sonde.

A partir du champ proche on peut trouver aussi le champ sur 1l'ou-
verture méme, ce qui peut étre intéressant soit pour la compréhension du
diagramme obtenu, soit pour la localisation des défauts sur les structures
d'illumination ou de protection.
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Figure 4 : Schéma du systéme de mesure
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Figure 5 : Paramétres de la mesure a

Figure 6 : Systéme explorat i ch
champ proche. Figure 6 : Systéme explorateur a champ

proche.
- — n
minsnZ N

(INNEEREN N

\
A TN
i/l N
LI A

e

-
by

¢

1K
el
re

o

-
"»
1 >
-

P YA |
"

MESURE AVEC GUIDE OUVERT 3 68..~ %59. 35Cm

Figure 7

275



e e e ——

2. 28

AXe: 0-1A
Frequence 2188 MH=  _ ___ O%e = 0.32
\ - A%z 0.54
-12. 28 \ . aXe: 012 ]
-23. 88 \\‘% +
e W\
3 M:
PHI (bcg)
-40. 28 -
s 8 8 8 8 8 8 &8 &8 8 8 B &8 8 8 3 8 8§ 8
§ § £ § § 9§ § § 8 ¢ & § 4 § § § § & ¢4
1 ] 1 1 i h 1 i n - Y i ] & . a
Figure 8 : Variation du diagramme du cornet pyraminal en fonction du pas
d'échantillonnage AXg
. a8
— Ty 0.5em Xo = HOcwa
- - daz 5.2em "c_s: Aewm
- \ L el YerSem
-t.o® ¢ 4t 4 4 1 1 Al D1 eesses . 2: 26 em Xo: 12cw
-2, 28
7
-8Q. B3 = L
/1 th
-48, 23 / [
e [ e \A\\r@
]
~-58. 80 f ; 4 o~
LYV ASE Y Vit \
?\ 1\ .
-‘-_ZKo {_K. 0 : Yo 2ol (K% = Ko a9 8)
1 d 1 L
P, - yopmer s o 0 80 0 o (daq.)
Figure 9 SPECTRE DE LA MESURE AVEC GUIDE OUVERT '
8. a3
/ \ ——C— Xoz 59 cm O = SOC
.s» | { t +r+ t+ v r 1 A 1 1\ | ———w X : 47 cm 0c = 40
—im s / \\ —ce——— Xe = 3B [SRERE)
-2m. 2a /;// \¥§N
-8d, 39 Q/ \
rrmee 4 V\s
-5a, 28 \\}%}
\/ PHI |(degd
-8a. 23

8333888833!82!33338
NN
DIAGRAMME CALCULE AVEC GUIDE oOuverTt Zo= 1 68mm

Figure 10

276





